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Técnicas Avancadas de Caracterizacdo| C. Horéria: 60 Créditos: 4

IT765 -
de Materiais (30T-30P) (2T - 2P)

Ementa:

Técnicas de preparacdo de amostras. Microdureza. Densidade, composi¢édo quimica
(FRX, cromatografia) e mineraldgica. Analise térmica (DSC, DTA/TG). Caracterizacdo
de microestruturas e

macroestruturas dos materiais: Difracdo de raios X (DRX), Microscopia optica,
Microscopia Eletronica de Varredura (MEV) com a analise de EDS e WDS,
Microscopia Eletronica de Transmissao (MET), Microscopia de forca atdmica, Métodos
espectroscopicos, Espectroscopia

eletrbnica, vibracional e rotacional. Técnicas de analises ndo destrutivas.
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